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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do bada-
nia ukladéw logicznych przeznaczone do pomiardw
stanu pracy typowych ukladéw logicznych, zbudo-
wanych w opanciu o technike TTL/DTL, a w szcze-
g6lnoéci do pomiaréw pozioméw napieé ,,1” logicz-
nej i ,,0”, stwierdzenia przerw na wyjsciu lub wej-
§ciu badanego ukladu, pomiaréw kierunku wzrostu
i opadania zbocza impulséw, okreSlenia wspbtczyn-
nika wypelnienia, pomiaréw fazy impulséw w za-
kresie zgodno§ci lub przeciwstawnosci faz dwoch
przebiegéw, pomiaréw prawidlowos$ci zliczania im-
pulséw w przypadku ukladéw liczacych, pomiardw
polaryzacji impulséw oraz zalezno§ci czasowych
miedzy pojedynczymi impulsami.

Zname i sbosowane laboratoryjne stanowiska po-
miarowe do badania ukladéw logicznych sa utwo-
rzone ze specjalistycenych przyrzadéw pomiaro-
wych, jak na przyklad oscyloskopu dwustrumienio-
wego, woltomierza cyfrowego, generatora i innych.
Testowanie ukladéw logicznych przy pomocy takich
zestawow jest pracochlonne i wymaga wysoko kwa-
lifikowanej obstugi. Zlozonosé stosowanych zesta-
wéw pomianowych wyklucza ich przydatnosé do po-
miaréw serwisowych, za$§ znaczna pracochlonnosé
untemozliwia zastosowanie do pomiaréw duzych
ilodci elementéw logicznych przy masowej produk-
cji urzgdzern budowanych z tych elementéw. Znane
jest r6wniez urzadzenie utworzone z ukladu zada-
jacego i ukladu wySwietlania, ktére umozliwia
sprawdzanie wylacznie pozioméw zero-jedynkowych
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ukladéw logicanych, nie pozwala na pomiar inmych
stanéw statycznych oraz na pomiar jakiegokolwiek
stanu dymamicznego.

Celem wymnalazku jest umozliwienie pomiaréw
stanéw statycznych i dynamicznych ukladéw lo-
gicznych w warunkach laboratoryjnych, produlkcyj-
nych oraz przy wszelkich naprawach serwisowych
aparatury i urzadzenn zbudowanych z ukiadéw lo-
gicznych.

Zadaniem wynalazku jest skonstruowemie urza-
dzenia realizujacego postawiony ocel.

Cel ten zostal osiggniety przez skhonstruowanie
urzgdzenia do badania ukladéw logicznych zreslizo-
wanych w oparciu o pechnike TTL/DTL, zaopatrao-
nego w znany uklad wySwietlania i sonde pomia-
rowsg, ktére ma uklad poréwnania przezmaczony do
pomiaréw statycznych oraz uklad pamietajacy
przeznaczony do pomiaréw stanéw dynamicznych,
przy czym wylScia obydwu ukladéw sa polgcaone
przez uklad sumy logicznej za wspbélnym znamym
ukiadem wySwietlania.

Urzadzenie wedtug wynalazku umozliwia doke-
nywanie w sposéb atwy i prosty pomiaréw powmio~
méw napieé ,,1” i ,,0”, stwierdzanie przerw na wej-
Sciu lub wyj$ciu badanego ukladu, pomiar kierun-

k6w wezrostu i opadania zbocza impulséw, okmrefle- -

nie wspblczynnika wypeiniania; pomiar fazy impul-
séw, prawidlowo$ci zliczania w odniesieniu do lo-
gicznych ukladéw liczacych, pomiar polaryzacji im-
pulséw oraz zaleznoSci czasowych miedzy pojedyn-
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czymi impulsami. Urzgdzenie wediug wynalazku
nadaje sie do stosowamnia w pomiamach laboratoryj-
nych, przy produkcji aparatury zbudowanej z ukla-
déw logicznych oraz we wszystkich naprawach ser-
wisowych tej aparatury, eliminuje konieczmoéé sto-
sowania calych zestawéw specjalistycznej aparatu-
ry pomiarowej oraz zatrudniemia do pomiaréw ka-
dry wysokokwalifikowanych specjalistow.

Wynalazek zostanie blizej objasniony w przykla-
dzie wykonania przedstawionym mna zalgczonym ry-
sunku, na ktérym pokazano schemat elektryczny
urzg dzenia.

Urzadzenie wedtug wynialazkiu ma sonde pomiaro-
wa 1 polaczong przez styki 2 przelacznika rodzaju
pracy 3 z ukladem por6wnamia 4, a przez styki 5
przelgceznika rodzaju pracy 3 z ukladem pamietajg-
cym 6. Styki 2 pmelacz'uﬂka 3 s3 polaczone z jednym
wejsciem zanegowanego iloczynu logicznego 7, kt6-
rego drugie wejscie jest polaczone z jednym z wejsé
drugiego zanegowanego iloczynu logicznego 8 oraz
z wyjSciem trzeciego zanegowanego iloczynu logicz-
nego 9. Trzy zanegowane iloczyny logiczne 7, 8 i 9
tworza wejSciowy uklad brakujgcy 10.

Wejscia trzeciego zanegowanego iloczynu logicz-
nego 9 sa zwarte i polgczone przez przelgcznik 11
z punktem uziemienia ukladu. Przelacznik 11 stuzy
do sprawdzania poziomu ,,0” logicznego.

Drugie wejscie drugiego zanegowanego iloczynu
liczbowego 8 jest polgczone z gniazdkiem wejscio-
wym 12, przez ktbre wprowadza sie impulsowe prze-
biegi poréwnawicze. WyjScia wejSciowego ukladu
bramkujgcego 10 s3 polaczone z dwoma wejSciami
logicznymi ukladu 13, realizujgcego funkcje
Xi = AB+AB gdzie A i B oznacza dwa niezalezne od
siebie dwustanowe sygnialy wprowadzone ma wejscie
ukladu, a A i B oznacza zanegowane wartosci A
i B. Wyjécie logicznego ukladu 13 jest polaczone bez~
poSrednio z jednym z wej§é zanegowanego iloczynu
logicznego 14 oraz przez dodatkowy zanegowany
iloczym logiczny 15, z jednym z wej$§é drugiego za-
negowanego iloczynu logicznego 16. Drugie wejscia
obydwu zanegowanych iloczynéw logicznych 14 i 16
sg zwarte i polaczone ze stykami 17 iprzelgcznika
rodzaju pracy 3. Wyjscia zanegowanych iloczynéw
logicznych 14 i 16 sg polgczone z pilerwszymi wej§-
clami zamegowanych iloczynéw logicznych 18 i 19,
tworzgcych uklad sumy logicznej 20. WyjsScia mane-
gowanych iloczynéw logicznych 18 i 19, tworzacych
uklad sumy Ilogicznej 20, sg polgczone z dwoma
wejSciami wukladu wySwietlania 21, utworzonego
z dwo6ch wzmacniaczy 22 i 23, sterujgcych dwoma
§wietlnymi wskaznikami 24 i 25. Uklad pamigtaja-
cy 6 ma dwa zanegowane iloczyny logiczne 26 i 27,
ktérych wejScia sa polaczone ze stykami 5 przelgcz-
nika rodzaju pracy 3, za$§ wyjScia sg polaczone z wej-
Sciami synchnomicznymi dwéch bistabilnych prze-
rzutnikéw 28 i 29 typu J—K. Wejbcia strobujace
tych przerzutnikéw sa polaczone popirzez opbdznia-
jacy uklad 30 z wylacznikiem 31, kiérego drugi ko-
niec jest polaczony z masg ukladu.

" Wyjécia przerzutnikéw 28 i 29 sg polaczone z dru-
gimi wejSciami zanegowanych iloczynéw logicznych
18 i 19, tworzacych uklad sumy logicznej 20. Prze-
rzutniki 28 i 29 spelniajg role komérek pamieci. Ka-
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sowanie zawartosal tych przerzutnikéw mastepuje
poprzez podanie z wylacznika 31 poziomu logiczne-
go ,,0” ma asynchroniczne wejscia przerzutnikéw.
Impuls kasowania bedacy jednoczeSnie impulsem
wpisu nowej zawartoSci do przerzutnikéw 28 i 29
wyprzedza impuls wpisu o czas opbdéznienia, okreslo-
ny parametrami opéZniajgcego uktadu 30. Wejicia
strobujace przerzutnikéw sg Jjednoczesnie réwnole-
gle polaczone z wyjSclem 32, umozliwiajgcym syn-
chroniczne strobowanie w przypadku pracy dwoéch
urzgdzen.

Przy pomiarach stanéw statycznych przy zwar-
tych stykach 2 przelgcznika nodzaju pracy 3 prze-
prowadzié mozna mastepujgce pomiary: Pomiar lo-
gicznego poziomu napieé ,,1” i ,,0” przeprowadza sie
preykladajac sonde 1 do badanego punktu przy
wieisniegtym wylaczniku 11, obserwujgc wskiazania
swietlnych wskaznikéw 24 i 25. Swiecenie sie pierw-
szego weskaznika 24 oznacza poziom logiczny ,,0”,
Swiecenie sie drugiego wskaZnika 25 oznacza po-
ziom logiczny ,,1” lub przerwe w obwodzie. Pomiar
cyklu stanéw pracy polega ma przylozeniu sondy 1
do badanego punktu i obserwacji wskaZnik6w 24
i 25. Jezeli plerwszy wskaznik 24 Swieci sie jasniej
niz drugi wskaznik 25 wspélezynnik wypelnienia
jest mmiejszy od 0,5, jezeli obydwa wskazniki §wie-
cg sie jednakowo, wspdtczynnik wypelnjienia wymosi
0,5, jezeli za$§ drugi wskazmik 25 §wieci sie jasnie]
wspbotezynnik wypelnienia jest wiekszy iod 0,5. Przy
pomiarze poréwnania fazy impulséw- sonde 1 przy-
klada si¢ do badanego punktu, a do wejScia 12 przy-
lgcza sie impulsowy przebieg odniesienia. Jezeli
§wieci sie pierwszy wskaZnik 24 oznacza to prze-
ciwfazowio§¢ obydwu przebiegéw, jezeli Swieci sie
drugi wskaznik 25, §wiadczy to o wspotfazowosci
obydwu przebiegéw. Sprawdzajgc zliczenie impul-
s6w malezy sonde 1 przylozyé do badamego punktu
na wyjsciu sprawdzanego ukladu logicznego, za$ je-
go wejscie polaczyé z wejSciem 12 urzgdzenia. Je-
zeli pierwszy wskaznik 24 lub drugi wskaznik 25
Swieca jasno oznacza to brak dzielenia czestotliwosed,
przy spadku Swiecenia do polowy podziat czestotli-
wioéal przebiega prawidlowo. Przy pomiarach stanéw
dymamicznych przelgcznik modzaju pracy 3 jest wig-
czony w pozycji zwartych stykéw 5 i 17 i mozwar-
tym styku 2.

Polaryzacje impulsu bada sie przykladajac sonde
pomiarowa 1 do interesujacego nas punktu badane-
go ukladu logiczmego oraz maciskajgc i zwalniajac
przyciskowy wylgcznik 31. Jezeli $wieci sie pierw-
szy wskaznik 24 badany impuls jest spolaryzowany
wjemnie, jeSli za§ §wieci si¢ drugi wskaznik 25 ba-
dany impuls jest spolaryzowany dodatnio. Spraw-
dzanie zaleznio$ci czasowyich impulséw odbywa sie
przy uzyciu dwéch urzagdzen wedlug wynalazku.
Sonde 1 jednego urzadzenia preykiada sie do punk-
tu, w ktorym wystepuje impuls a, sonde 1 drugiego
urzgdzenia przyklada sie do punktu, w ktérym wy-
stepuje impuls b. Wyjscia 32 obydwu urzadzen 13-
czy sie, a mastepmie przyciska i zwalnia przyciskowy
wylaceznik 31 jednego z urzadzen. Nastepuje zaswie-
cenie sie wskaznika tego urzgdzenia, kt6ére odbiera
impuls jako pierwsze.

Jezeli obydwa impulsy a i b majg polaryzacje do-
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datnig i impuls a bedzie wyprzedzal w fazie impuls
b, zaSwieci sie drugi wskaznik 25 tego urzgdzenia,
ktorego sonda 1 jest potgczona ze Zré6diem impul-
séw a. Jezeli obydwa impulsy a i b maja polaryzacje
ujemng i impuls a bedzie wyprzedzat w fazie im-
puls b, zapali si¢ wskafnik pierwszy tego urzadze-
nia, ktérego sonda 1 jest polaczona ze Zré6dlem im-
pulséw a. Jezeli obydwa impulsy a i b majg pola-
ryzacje dodatnia i impuls b bedzie wyprzedzal w
fazie impuls a, za§wieci sie drugi wskaznik 25 tego
urzgdzenia, ktérego sonda 1 bedzie polaczona ze
Zrédiem impuls6w b. Jezeli obydwa impulsy a i b
majg polaryzacje ujemng i impuls b bedzie wyprze-
dzal w fazie impuls a, woéwczas zaswieci sie pierw-
szy wskaZnik 24 tego urzadzenia, ktérego sonda 1
jest polaczona ze Zrédiem impulséw b.

Zastrzezenia patentowe

" 1. Urzadzenie do badania ulbadéw logicznych zao-
patrmone w znany mklad wySwietlania oraz sonde
pomiarows, znamienne tym, ze ma uklad poréwna-
nia (4) przeznaczony do pomiaréw stanéw statycz-
nych oraz uklad pamictajacy (6) przezmaczony do
pomiaréw stanéw dynamicznych, przy czym wyjScia
obydwu ukladéw (4, 6) sg polgczone przez uklad su-
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nia (21).

2. Urzadzenie wedlug mzastrz. 1, znamienne tym,
ze uklad por6wnania (4) ma wejsciowy uklad bram-
kujacy utworzony z trzech zanegowanych iloczynéw
logicznych (7, 8, 9) polaczony z wejSciem zanegowa-
nego ukladu logicznego '(13), realizujgcego funkcje
X = AB+AB, ktérego wyjscie jest polaczone bezpo-
Srednio z jednym z wej§é pierwszego zanegowanego
iloczynu logicznego (14) oraz przez dodatkowy zane-
gowany iloczyn logiczny (15) z jednym z wejs§é dru-
giego manegowanego iloczynu logicznego (16), przy
czym drugie wejScia obydwu zanegowanyech iloczy-
néw logicznych (14, 16) sg zwante i polaczone ze sty-
kiem (17) przelagcznika modzaju pracy (3), za§ wejs-
cia tych iloczynéw logicznych sg potaczone z pierw-
szymi wej$ciami zanegowanych iloczynéw logicznych
(18, 19) tworzacych uklad logicznej sumy {20).

3. Urzgdzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze
uklad pamietajacy (6) ma dwa zanegowane iloczyny
logiczme (26, 2T7), ktérych wyjscia sa potaczone
z wejSciami synchronicznymi dwéch bistabilnych
przerzutnik6éw (28, 29) typu J—K, przy czym wejs-
cia strobujgce tych przerzutnik6w sg potaczone
z ukladem opbémiajacym (30), za§ wyjscia obydwu
przerzutnikow (28, 29) sa polaczone z drugimi wejs-
ciami zanegowanych iloczynéw logicznych (18, 19),
tworzgcych uklad sumy logicznej (20). -
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